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Imatge HAADF (camp fosc anular d'alt angle) en fals color d'un nanofil de Si d'uns 20 nm de diametre, obtinguda en un
Jeol 2010F STEM (microscopi electronic de transmissié de rastreig).

Si voleu que la vostra fotografia aparegui en aquesta pagina envieu-nos-la a I'adreca electronica revfis@iec.cat.
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[licencia de Reconeixement de Creative Commons com la resta d'obres que apareixen a la Revista. Heu de ser-ne els
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